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N O R M A B RANŻOW A BN-81 
., 

MIKROUKŁADY Układy scalone 3375-39.00 
l SCALONE analogowe Zamiast ~ 

BN-76/3375-39.00 
Wymagania i badania 

Grupa katalogowa 1925 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wy­
magania i badania dotyczące półprzewodnikowych 

układów scalonych analogowych, przeznaczonych do 
stosowania w elektronicznych urządzeniach powszech­
nego użytku, profesjonalnych oraz urządzeniach wy­
magających zastosowania układów o wysokiej i bardzo 
wysokiej jakości. 

1.2. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem niniej­
szego arkusza normy są wymagania i badania wspólne 
dla całej grupy układów scalonych analogowych. 

1.3. Określenia - wg PN-78/T-OI615 i PN-79/ 
T-OI600.02. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Podział - wg PN-72/T-OJ61O. 
2.2. Sposób budowy oznaczenia - wg PN-78/ 

T-01615 p. 2.2. 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymiary - wg arkusza szczegółowego. 
3.2. Wykonanie - wg PN-78/T-016J5 p. 3.2 i arkusza 

szczegółowego. 

3.3. Cechowanie - wg PN-78/T-01615 p. 3.3 i arku­
sza szczegółowego. 

3.4. Parametry elektryczne - wg PN-78/T -016 I 5 
p. 3.4 i arkusza szczegółowego. 

3.5. Wymagania klimatyczne - wg PN-78/T -01615 
p. 3.5. 

3.6. Wymagania mechaniczne - wg PN-78/T-01615 
p. 3.6. 

3.7. Wymagania niezawodnościowe - wg PN-78/ 
T-01615 p. 3.7. 

3.8. Wymagania dodatkowe - wg PN-78/T-01615 
p. 3.8. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie - wg PN-78/T-OI615 p. 4.1. 
4.2. Przechowywanie - wg PN-78/T-OJ615 p. 4.2. 
4.3. Transport - wg PN-78/T-01615 p. 4.3. 

5. BADANIA 

5.1. Program i rodzaje badań 
5.1.1. Badania grupy A - wg PN-78/T-01615 p. 5. ł.I 

i tab!. 1 i 2 na str. 2, jeżeli arkusz szczegółowy 

nie przewiduje inaczej. 
5.1.2. Badania grupy B - wg PN-78/T-016J5 p. 3.U 

i tab!. 3 na str. 3 -;'-4, jeżeli arkusz szczegółowy 
nie przewiduje inaczej. 

5.1.3. Badania grupy C - wg PN-78/T-01615 p. 5.1.3 
i tab!. 4 na str. 5 -;.- 8, jeżeli arkusz szczegółowy 
nie przewiduje inaczej. 

5.1.4. Badania grupy D - wg PN-7UT-OJfjt5 
p. 5.1.4 i tab!. 5 na str. 9, jeżeli arkusz szcze­
gółowy nic przewiduje inaczej. 

5.2. Pobieranie próbek - wg PN-78/T-016J5 p. 5.2. 
. 5.3. Opis badań - wg PN-78/T-OI615 p. 5.3 i a ", 

kusza szczegółowego. 
5.4. Ocena wyników badań - wg PN-78/T-016J5 

p. 5.4. 
5.5. Dostawa układów scalonych po badaniach - wg 

PN-78/T-01615 p. 5.5. 

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU , 
NEGATYWNEGO WYNIKU BADAN 

6.1. Badania grupy A - wg PN-78/T-OI6J5 p . 6.1. 
6.2. Badania grupy B - wg PN-78/T-016J5 p. 6.2. 
6.3. Badania grupy C - wg PN-78/T-01615 p. 6.3 . 
6.4. Badania grupy D - wg PN-78/T-OJ615 p. 6.4. 

K o N I E' C 

Załącznik 

Informacje dodatkowe 

Zgłoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Podzespołów i Materiałów Elektronicznych 

UNITRA-ELEKTRON dnia 14 stycznia 1981 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1981 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 5/1981 poz. 26) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1981 . Druk . Wyd . Norm. W-wa. Ark . wyd . 2,40 Nakł. 2300+55 Zam. nr 598/ 81 Cena zł . 14.40 



Tablica l, Badania grupy A 
. . 

Plany i warunki badań , 
Opis badań 

Pod- Rodzaj badania 
wg PN-76/ poziom jakości I poziom jakości II poziom jakości III poziom jakości IV Dane wg arkusza 

grupe T -01615 szczeg6łowego 

punkt poziom warunki poziom warunki poziom. warunki poziom warunki 
kontroli badania kontroli badania kontroli badania kontroli badania 
i AQL i AQL i AQL i AQL 

1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 

Sprawdzenie wy-
m i arów (głównych): 

5.3.2 II; 2,5 - II; 2,5 - II; 1,5 - II; l, O - -
A, D, 8, b, et -
dla obudów z grupy 
A, B, C wg załęcz-
nika A., D, ~ b -

Al dla obUdów z grupy 
D, E wg 2ał.p.cznika 

Sprawdzenie 5.3.3 - - .- - -
wykonania 
obudowy 

Sprawdzenie 5. 3. 6. 2 - - - - -
pr awi dłowości 
cechowania 

Sprawdzenie pod_ 5.3. 7 wg wg wg wg wg wg wg wg sprawdzane parame-
A2 sta'rVowych parame- tabl. 2 BN:-75/ tabl. 2 BN-75/ tabl. 2 13N-75/ tabl. 2 BN-75/ tr y e I ektr yczne, 

trów elektrycznych 3375-26.00 3375-26.00 3375-26;00 3375_26.00 szczeg6łowe warun_ 
ki pomiaru, wartości 
grani czne sprawdza-' 
nych parametrów . 

Tablica 2. Plany badań w zaleir.'tości od stopnia scalenia układu 
I 

Stopień scalenia układu wg 
Plany badań 

Podgrupa 
PN-78/T -01615 poziom ' jakości- I poziom ' jakości II poziom jakości III poziom jakości IV 

IS1; 152. II; 2,5 ( 1,0)') II; 2,5 (1,0)1) II; l, 5 (O, 65) 1) 11; . 1,5(0,65)1) 

A2 IS3 II; 4,0 II; 4,0 II; 2,5 II; l, 5 

154 II; 6 ',5 II; 6,5 II; 4,0 II; 2,5 

l)Wartbścl w nawiasach dotycz\, parametrów statycznych. 

--- --- ----- -- -------- -- . , 
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Podgrupa 

81 

82 

83 

Rodzaj badania 

2 

Sprawdzenie wytrzyma­
łości mechanicznej wy­
prowadzeń 

Spr awdzeni e 
s zcze I ności 

Sprawdzenie lutowności 
wyprowadzeń 

Sprawdzenie wytrzyma­
łości na spadki swobod­
ne 

ł 

Opis badań 
wg 

PN-'ffl!T -01615 

3 

5.3.21 

5.3.27 

5.3. Sa 

5. 3. 17 

Tablica 3. 8adllnisgrupy 8 

Plany i warunki biadań 

poziom jakości 1/1 

poziom kontroli 

4 

S-Lii 1,5 

S-4; 1,5 

S-4; 1,5 

warunki badani a 

5 

próba Ub metoda 2, 
2,5N 
- dla obudów z grupy 
A, 8, C i D wg 
załęcznika 

próba Ub metoda 1, 
lON 
- dla obudów z grupy 
E wg załęcznika 

próba Ql - dla obu­
dów z grupy D i E 
wg załęcznika; dla 
obudów z grupy A, 8 
i C wg załęcznika 
ni e stosuje się 

temperatura lutowia 
2350 C 

1000 mm X 5 połoie­
nie układu w czasie 
spadani a wyprowa­
dzeniami do g6ry 

poziom jakości IV 

poziom kontroli 

6 

S-4; l, O 

S-4; l, O 

S-4; l, O 

warunki badani a 

7 

jak dla poziomu 
jakości 1/1 

jak dla poziomu 
jakości 1/1 

temperatura lutowi a 
2350 C ' 

jak dla poziomu 
jakości III 

Dane wg 
arkusza szczeg6łowego 

8 

zakresy wartości i warunki . 
pomiaru sprawdzanych po 
badaniu parametrów elek­
trycznych 

zakresy wartości i warunki 
pomiaru sprawdzanych po 
badaniu parametrów elek­
trycznych 

t:D 
Z , 
oc; 
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w 
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V> , 
w -c 
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c4. t_I. 3 

O!»ia b~ 
Podgrupa Rodzaj badania W!ł 

PN-7S/T-0161! 

1 2 3 

Sprawdzenie wy trzyma_ 5. 3. 16 
łości na udary wielo-

krotne 

1;34 

Sprawdzenie wy trzyma- 5. 3. 12 
~S łości na nagłe zmi anI' 

temperatury 

96 Sprawdzenie odporności 5.3.22 
na naraienia elektryczne 

, 

1) Jeiell innej temperatury nie podaje arkusz szczeg6łowy. 

-

Plany i w ... unki badań 

poziom jakości III poziom jakości IV 

poziom kontroli warunki badani a poziom kontroli warunki badani e 

4 5 6 7 

5-4; 1, O 1470 m/s 
2 

1009 x 3 uclarów; 
mocowanie sztyw-

no za wyprowa-
dzeni a w o.ległoŚ-

nie stosuje się ci 3 mm od dolnej 
płaszczyzny obu-
dowy _ dla obudów 

z grupy A, SiC 
oraz sztywno za 
obudowę dla obu_ 
dów z grupy 
DiE 

5-4; 1,5 próba Na, 5-4; 1, O jak dla poziomu 

TA .. tslg min jakości III 

T B, - ts1g ma.r 

5-4; 1, O 2S
0

C 1), ' 100 h 5-4; 0,65 250C 1.) , 100 h 

-

• 

Dane wg 
arkusza szczeg6łowego 

8 

zakresy wartości i warunki 
pomiaru sprawdzanych po ba-

daniu parametrów elek-
trycznych -

-

zakresy wartości i warunki 

jKIITliaru sprawdzanych po 

ba4aniu ~arametrów 

elektrycznych 

metoda badania, warunki 00-

cifienia, zakreay wrto'ci 
i warunki pomiarIII a~aw4za-
nych w czasie badani a i ~ 
badaniu parametrów elek-
tryczny'ci> 

.... 

III 
Z , .. -"­w 
W 
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V> , 
W 
-e 
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Pod­
grupa 

CI 

C2 

C3 

Rodzaj badani a 

2 

Sprawdzenie wy trzy 
małości mechanicz_ 
nej wyprowadzeń 

Sprawdzeni e 
szczelności 

Sprawdzenie para­
melrówelektrycz­
nych 

Sp" awdzeni e odpor_ 
ności na suche 90-
ręco 

Sprawdzenie odpor_ 
ności na zimno 

Sprawdzenie masy 

Sprawdzenie trwa­
łości cec;howani a 

Sprawdzenie lutow_ 
notki wyprowadzeń 

Opis 
badań 

wg 
PN-7S/ 
T _01615 

punkt 

3 

5. 3. 21 

5. 3.27 

5.3.7 

5. 3. 1 I 

5.3.9 

5.3.4 

5. 3.6. 2 

5.3.5 a) 

poziom jakości I 

poziom 
kontroli 
iAQL 

4 

S-3'~ 2, si) 
1 52 , 

S-3; 4, O 

5-3; 1,5 

warunki badani a 

5 

próba Ub, meto­
da 2, 2,5 N 
- dla obud6w 
z grupy A, B, 
C i D wg za­
łęcznika; próba 
Ub, metoda I, 
10 N - dla obu­
d6w z grupy E 
wg załęcznika 

próba 0.1 dla 
ob.ud6w z grupy 
D, E wg załęcz-

. nlka; dla obud6w 

z grupy A, 8 i C 
wg załęcznika 
nie stosuje się 

t4mb max 

t amb min 

temperatura lu_ 
towia 23S

o
C 

Tablica 4. Badania grupy C 

P lany warunki badań 

poziom jakości II 

poziom 

kontroli 
iAQL 

6 

S-:-3; 2,51)1 
1,5 2) 

S-3; 2,5 

S-3; 1,5 

warunki badani a 

7 

jak dla poziomu 
jakości I 

tamb mn.r 

tamb min 

temperatura 
lutowia 23Sc C 

pozi om jakości III 

poziom 
kontroli warunki badani, 

i AQL 

8 9 

nie stosuje się 

S-3; 2,5 

tamb max 

tamb ruin 

nie stosuje się 

poziom jakości IV 

poziom 
kontroli 
i AQL 

lO 

warunki badania 

11 

nie stosuje się 

S-3; 1,5 

ramb max 

ramb min 

nie stosuje się 

Dane wg arkusza 
s zczeg6łowe9O 

12 

zakresy wartości i· warunki 
pom i aru sprawdzanych po 
badaniu parametrów elek_ 
trycznych 

zakresy wartości i warunki 
pomiaru sprawdzanych 
parametrów 

zakresy wartości i warun­
ki pomi aru sprawdzanych 
w czasie badania i po ba_ 
daniu parametrów elek­
trycznych 

masa wyrobu 

ta 
Z , 
00 
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W 
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Vo , 
W 
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8 
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cd. t_I.4 

Pod­

gr u .... 

C4 

Rodz .. j b .. d .. ni .. 

2 

S .. rawdzenie wy_ 
tl'zymałości n .. przy 
spieszenie stałe 

Sprawdzenie wy-
tr zym ałości n .. ud .. -
ry wielokrotne 

Opis 

bae .. ń 
wg 

PN-78/ 
T-Ul i 15 

.. unkt 

3 

5. 3. 20 

5. 3 , 16 

Pi,my warunki ... dań 

poziom j .. kości I poziom j .. kości II poziom jakości III poziom jakoś ci IV 

poziom 
kontro l i 
iAQL 

4 

S-4; 2,5 

peziom 
w .. runki b .. d .. ni .. I kontroli 

AQL 

5 6 

dl .. obudów z I S-4; 1,5 
grupy A nie sto-

suje si~; dl .. 
obudów z grupy 
E i C - wg z .. _ 
ł,!,czni ka 
19600 m/s2, 
2 kierunki pro­
biercze, moco­
wanie sztywno 

za obudowę; 
dl .. obudów z 

grupy OiE wg 
załt'cznika 

196000 m/s2, 2 
kierunki pro­

biercze, moco­
wanie sztywno 
za obudowę 

2 
3~0 m/s, 
3 x 1000 
udar6w; moco_ 
wanie sztywno 
za wyprowadze 
nia w odle9łoś­
ci 3 mm od dol­
nej płaszczyzny 
obudowy _ dla 

obudów z grupy 
Ą, B i C oraz 
sztywno z .. obu­
dowę dla obu­
dów z grupy 

D i E wg za­
łęcznika 

poziom 
w arunki b.dani kontroli 

AQL 

7 8 

j .. k dla poziom,ul S-4; 1,5 
j .. koŚci I 

390 m/s 
2 

3 X 1000 
udarew; sposót 
m_cewani a j .. k 
dl .. peziomu 

j.koŚci 1 

poziom 
warunki badani a kontroli 

AQL 

9 10 

jak dl .. poziomul S-4; 1, O 
j .. kości I 

1470 m/s 
2 

3 X 4000 

udarów; s .. "sót 
mocow .. ni .. j .. k 
dl .. pOZiOOlU 

j .. kości I 

w .. runki badania 

1 1 

j .. k dla poziomu 
jakości I 

1470 m/s 
2 

·3 X 4000 

uliar6w; spasób 
mocewilni .. j .. k 
dl a ",Gzi ,","u 

j .. kości I 

Dane wg arkusza 
szczegółowego 

12 

~ 

t:C 
Z , 
00 

" w 
w .... 
u. , 
W 
'-O 

zakresy wartości i warun- I 8 
ki pomi aru sprawdzanych 
po badaniu parametrów 
elektrycznych 



cd. tabl . /. 

P ,-"rl-
.;JI'vpa 

(;4 

Rodzaj bad .. ni " 

" ~ 

Sp"awdzenie wy_ 

tr-zymało1c i na wi­
br"acje stałe 

j 

5. 3. 19 

Sprawdzenie wytrzy-l :;.3.19 
rn ,:.ł ,)ści na wibracje 
zmienne 

4 5 6 7 

2 · 2 
S~4; 2, 5 80 Hz, 98 m/ s, 5-4; 1,5 98 m/s 

l, 5 h, mocowa- 80 Hz; 3 h, 
nie sztyWrK> za mocowanie jak 
wyprowadzeni a d!" pozi orou ja-
w odległości kości I 
3 mm od dolnaj 

płaszczyzny obu 
dowy _ dla obu_ 

"ÓW z ,wupy A, 
B i C or"az 

sztyw no za obu-
dowę dla obud6w 

z 9ruPY O i c: 
wg załęcznika 

nie stosuje się nie stosuje się 

~n7inm !akości I II 

poziom 
kontroli 

AQL 

8 

5-4; 1,5 

warunki badania 

9 

nie stosuje się 

2 
196 m/s 
10 + 5000 Hz; 
3 h; spos6b mo­

cowania jak dla 

badani a 5. 3. 19 

~ozi ..:m 
kontroli 
i AQL 

10 

5-4; 1,.0 

T-
warunki r.ar..;.::.ria 

11 

nie stosuje się 

2 
196 m/s 
10 .;. 5000 Hz; 

3 h; sposób mo­

cowani a jak dla 

badani a 5. 3. 19 

~---+------------+------r----~----------4I------~--------4------+--------~~----+---------~ 

C5 

Sprawdzenie wytrzy-f 5.3.5. b 15-3; 4, O 
małcści na c ieplo 

lutowani a 

Spr"awdzenie w y trzy 

m alości na nagłe 

zmi any temperatur'y 

Spra1A'd z.enie wytr z.y 
mal··j ści na wi Igo i"e 

gorę.co stale 

S, 3. 12 

5. 3, 13 

temoeratura kę-I 5-3; 2,5 
pi e li 350o C, 
czas ~egenera_ 

cji 2 ;. 5 h 

próba Na, 

T = t 
A !Ig mln 

T =t B .Ig m ax 

21 dób 

j t!k d !.a ~ ;).l', iomu I S-3; 1t 5 
jakości I 

a k dla poziomu 

"koścci I 

21 dób 

jak dla po z iomu I 5-3; 1,5 
jakości I 

jak dla poziomu 

jakości I 

515 oob 

jak dla poziomu 
jakości r 

jak dla pozi om u 

jakości I 

55 dób 

[.)a,/ie wg ~ri<usza 
:. 2.czegółowego 

12 

te 
Z , 
00 

i;::; 
zaJ, resy l/oiartości i \N ar 'un-I ~ 
ki pomiaru sprawdzanyc.n I::; 

\O 

8 
po badaniu parametr6w 

elektr ycznych 

I . L~" .~I __ 
-.l 



' . 

cd. tabl. 4 

Opis 
badań 

poziom jakości I 
Pod- Rodzaj badan! a wg 

91" upa PN-78/ 
T -01615 

poziom 
kontr-oli war- unki badani a 

punkt 
i AQL 

1 2 3 4 5 

C6 Sprawdzenie odpor_ 5. 3. 22 S-3; 25
0 

C 3) 
ności na narażenia 1,5 .. 2,5 1000 h 
elektryczne 

Sprawdzenie wytr-zy 5.3. S nie stosuje się 
C7 małości na zimno 

Sprawdzeni e wytr zy 5.3. 10 nie stosuje się 
CS małości na suche 

goręco 

Spr-awdzenie wy trzy 5. 3. 17 nie stosuje się 
C9 

małości na spadki 
swobodne 

.. 

Sprawdzenie 5.3.3 S-3; 4, O 
CIO wymiar-ów 

1) Dla wyrobów w obudowach metalowych. 

2) Dla wyr-obów w obudowach plastykowych. 

3) Jeżeli innej temperatury nie podaje arkusz szczeg6łowy. 

1"1 any i war-unki badań 

poziom jakości II poziom jakości III 

poziom poziom 
kontr-o li war-unki badani a kontroli warunki badp.ni a 

i AQL i AQL 

6 7 8 9 

S-3; 2,5 25
0 

C 3) S-3; 1,5 25
0

C 3) 

1000 h 1000 h 

nie stosuje się nie stosuje się 

S-3; tstg nW I S-3; l, O tstg mł1~' 
1,5+2,5 1000 h 1000 h 

S-3; 1,5 1000 mm X 5; nie stosuje się 

położenie ukła-

du w czasie spa 
dani a wyprowa-
dzeniamr do 

góry 

S-3; 2,5 S-3; 1,5 

poziom jakości IV 

poziom 
kontr-oli warunki badani a 

i AQL 

10 1 1 

S-3; l, O 25
0

C 3) 

1000 h 

5-3; l,O tstg min 

1000 h 

S-3; l, O tslg max 

1000 h 

nie stosuje się 

S-3; l, O 

Dane wg ar-kusza 
szczeg6łowego 

12 

zakr-esy war-tości i war-unki 
pomi aru sprawdzanych w 
czasi e badani a par-ametrów 
elektrycznych 

zakr-esy war-tości i war-un-

ki pomiaru sprawdzanych 
po badaniu parametrów 
elektrycznych 

zakresy wartości i warun-
ki pomiar-u sprawdzanych 
po badaniu par-ametrów 
elektrycznych 

zakresy wartości i warun-
ki pomiaru sprawdzanych 
po badaniu par-ametrów 
elektrycznych 

sprawdzane parametry geo-
metr-yczne wg rysunku obu-
dowy 

00 

O' 
Z 
• 00 

"­w 
W 
-.J 
'J> , 
w 
'D 

8 



Tablica 5, Badania sruE!~ D 

Opis 
Plany i warunki badań 

badań 
poziom jakości I poziom jakości II poziom jakości" I 

Pod- Rodzaj badani a wg 
grupa PN-78/ 

poziom poziom poziom 
T -01615 kontro:i warunki badani a kontro I i warunki badania kontroli warunki badani a 

punkt 
i AQL i AQL iAQL 

l 2 3 4 5 6 7 8 g 

Sprawdzenie odpor- 5. 3. 14 nie stosuje się nie stosuje się S-3; 1,5 
. o 

10 hP a, 25 C 

Dl ności na niskie ciś-
nienie atmosferyczne 

Sprawdzenie wy trzy- 5. 3.25 S-3; 2,5 ac~ton S-3: 2,5 aceton S-3: 2,5 aceton 

021) małości na rozpusz-
czalniki 

Sprawdzenie 5. 3. 26 S-3; 2,5 sPrawdzenie pal S-3; 2,5 .sprawdze nie S-3; 2,5 sprawdzenie 

031) palności ności zewnętrz- palności ze- palności ze-

nej wnętrznej wnętrznej 

Sprawdzenie wy trzy- 5.3.23 nie stosuje się nie stosuje się S-3; 2,5 po badaniu brak 

042) małości na pleśń porostu pleśni 

Sprawdzenie wy trzy- 5. 3.24 nie stosuje się nie stosuje się S-3; 2,5 2 doby 

052) małości na mgłę 
solrl{! 

S) Badanie stosuje sil' dla wyrobów w obudowach plastykowych tj. grupy obudów A, B i C - wg zał{łcznika. 

2)Sadanie stosuje s" przy zan6wieniu wyrobów w wykonaniu tropikalnym lub dla klimatu morskiego. 
- --- -----

poziom jakości IV 

poziom 
kontroli warunki badani a 
iAQL. 

10 11 

S-3; 1,5 
o 

10 hPa, 25 C 

S-3; 2,5 aceton 

S-3; 2,5 s pr awdze ni e 
palności ze-
whętrznej 

S-3; 1,5 po badaniu 
br ak poros tu 
pleśni 

S-3; 1,5 2 doby 

Dane wg arkusza 
szczegółowego 

12 

zakresy wartości i warunki 
pomi aru sprawdzanych po 
badaniu i w czasie badania 
parametr6welektrycznych 

-

-

-

-

, 
I 
I 

o::: 
Z , 
00 

w ..... 
--.J 
V> , 
w 
'C 

8 

'C 
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OBUDOWY ANALOGOWYCH UKŁADÓW 
SCALONYCH 

(oznaczenie obudów wedłu g systemu stosowanego przez 
producenta) 

Grupa A. Obudowy plastykowe d wu- i cztero rzędowe. 

z e e • e z 
l -

rl-+-
.[1. 

rl 
"'" 

• • • 
I 

b 

\ 
. \ / 

e 8 

z e e e e e e z 

~ fJ 

f0- r fo- , ~ 
<[ , 

~r~ 
. !-l f- ~ I l i-
Ił- 'b t ~ . '- . -

II , 
B 

8 ... s: . _ . __ . --,--, 
1 

ZAŁĄCZNIK 

E 

I 
'+' 

I 
i 

I 

I I 
I 1\ 

-....19 P. , \ .... C 

... 
li: 

D (jtlQ3!7S- 39.oo-Z;11 L--.-.----.JL- ----1 @/- BI/3375-39.PQ:.BJ 

Rys. Z- I. Obudowa CE 154 Rys . Z-2. Wymiary obudowy CE 70 

Tablica Z-I. Wymia ry obudowy CE 84 Tablica Z-Z: W~'mia .y obudowy C~: 70 

Symbol Wym iary. mm K'l t \II Symbol Wymiary. mm Ką t IV 
wymiaru 

mI!! nom m~x 
~Iopn iach wylmaru 

mm nom max 
stopniach 

A - - 5. 1 - A - - 5, I _. 

A, 0,5 1 - .- ._- A, 0,51 -- - -
B - _. 1.77 - B -- - 1,77 --
b 0,38 - 0.59 - b 0,38 - ' 0,59 -

c 0.20 - (1.36 - c 0 .10 - - 0,36 _ . 

D - - 10. 16 -
E - 6: l5 - -

D - - 20)2 --

E - 6.35 - I -
j 

-
e - 2.54 - -- e - 2,5'-1- -- .. -

e, - 7.62 - - e, - 7,62 - -.-
L 2,54 - 4 .50 - L 2,54 - 4.50 ---

-, ' '' ~ -
ME - - 8 ,30 - M E -- - lun - , 

z - - 1.27 - z - - 2.~4 -

8 - - - 0-;. 15 8 - - - 0-7-15 
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Symbol 
wymIaru 

A 

A, 

B 

b 

( 

D 

E 

f' 

e, 

ł 

w 

s: 

I 

E 

c 

. \ 
\ 

D I !N-'f/337 S-39.DS-Z-3.1 

Rys. Z-3. Obudowa CE 83 A 

Tablica Z-3. Wymiary obudowy CE 83,\ 

Wymiary. mm Kąt w 

mm nom max 
stopniach 

- - 5,1 -
0,51 - - -

- - 1,77 -

0,38 - 0,59 -

0,20 - 0,36 ---
- -- 20,32 -

- 6,35 -- -

- 2.54 - -
- 7,62 - -

Tablica Z-4. Wymiary obudowy CE 75A 

Symbol Wymiary, mm 
wymIaru 

mm nom max 

A - - 5,1 

A, 0,51 - -

B - - 1,77 

b 0,38 - 0.59 

c 0,20 - 0 ,36 

D - - 20,32 

E - 6,35 --

e - 2,54 -

e, - 5,08 -

e2 - 10,16 -

L 2,54 - 4.50 

z - - 2,54 

11 

Kąt w 
stopniach 

-
-

-

-

--

-
--

-
_ . 

-

-

-

E 

c 

L 2,54 - 4,50 - 18M' Mlm5·3!.oo-z·al 
D 

ME - - 8,30 -

z - - 1,27 ._- Rys . Z-5. Obudowa CE 89 

O - - - 0-:-15 

Tablica Z-S. Wymiary obudowy CE 89 

E Symbol Wymiary, mm Kąt w 
wymIaru 

mm nom max 
stopniach 

A - - 5,1 -

A, 0,51 - - -
....I 

. b 

e 
lJ - - 1,77 -

B e b 0,3!l - 0,59 -

c 0,20 - 0,36 -

D - - 20,32 -

E - 6,35 - .-

e - 2,54 - -

D e, - 5,08 - -
IBN-Iq ~3 75· H.OO-Hl e2 - 10,16 - -

L 2,54 - 4,50 -

Rys. Z-4. Obudowa CE 75 A z - - 2,54 -



12 Załącznik do BN-81/3375-39.00 

Grupa B. Obudowy plastykowe dwu- i cztefofzędowe 
z radiatorem wewnętrznym. 

14 

--""I ---

Symbol 
wymIaru 

A 

A, 

B 

b 

c 

D 

E 

e 

e, 

1'2 

L 

z 

E 

e 

I WkIadka radiatorowa 

r ---- -----, 
I 
I I 
I I L _______ -l 

D 

Rys. Z-6. Obudowa CE 75B 

Tablica Z-6. Wymiary obudowy CE 758 

Wymiary, mm 

min nom max 

- - 5,1 

0,51 - -

- - 1,77 

0,38 -- 0,59 

0,20 - 0,36 

- - 20.32 

- 6,35 -

- 2,54 -

- 5,08 -

- 10,16 -

2.54 - 4,50 

- - 2,54 

• e • • z E 

r------------, 

Kąt w 
stopniach 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

~­
\ 

"'-c=---r . -- -_ . -+- li: 
L ________ _ 

• 
WkTadka radiotorowa 

D 

18M- 11/ms-H.Oo-I-71 

Rys_ Z-7. Obudowa CE 83B 

Tablica Z-7. Wymiary obudowy CE 83B 

Symbol Wymiary, mm Kąt w 
wymIan, 

mm nom max 
stopniach 

A - - 5, I -

A, 0,51 - - -

B - - 1,77 -

b 0,38 - 0,59 -

c 0,20 - 0,36 -

D - - 20.32 -
E - 6,35 - -

e .- 2,54 - -
e, -- 7,62 - -

l. 2,54 - 4,50 -

ME - - 8,30 -

z - - 1,27 -

e - - - 0-;-15 

Grupa C. Obudowy plastykowe dwu- i czterorzędowe 
z radiatorem bocznym. 

z e e II 

E 

e 

e 

D IBN-Bl!3375-39_00-Z- 81 

Rys. Z-8. Obudowu CE 74 

Tablica Z-8. Wymiary obudowy CE 74 

Symbol Wymiary , mm Kąt w 
wynllaru 

mm l nom max 
stopniach 

A - -- 5,70 -

A, 0,51 - - --

B - - 1,77 -
B, - 6,27 - -

b 0,38 -- 0,59 -

c 0,20 - 0,36 -. 
D - - 20,32 -

E . _ ~ - 6.35 - -

e - 2,54 -- -

e, - 5,08 - -
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--------------------------------~--- ~--------------------------------------
cd. tabl. Z-8 

Symbol Wymiary, mm Kąt w 
wymiaru 

mm nom max 
stopniach 

e, - 10,16 - -
eJ - 17.20 - -
L 2,54 - 450 -

z - - 1,27 -

l 8 e e • e 2 

E , I 

< 

- i Jt JH -< 
-

f-- '- , 
r--

k 8 

'f' 

~ i , 
.-t--

et c 

II . .. I 

e. 

1 

3 _ ~., 

6 

ISN-8113375-S9.DiI-H I 

Rys. Z-9. Obudowa CE 82 

Tablica Z-9. Wymiary obudowy CE 82 

Symbol Wymiary, mm Kąt w 
wymiaru· 

mm nom max 
stopniach 

A - - 5,70 -

A, 0,51 - - -

B - - 1,77 -

E, - 6,27 - -
-

b 0,38 - 0,59 -
c 0,20 - 0,36 -

D - - 20,32 -

E - 6,35 - -

e - 2.54 - -

e, - 5,08 - -
e, - 10,16 - -
eJ - - 25,2 -
L 2,54 - 4,50 -

q 16,4 - 16,6 -

s - 4,35 - -

0T 3,4 - 3,6 -

z - - 1,27 -

Grupa D. Obudowv metalowe z wyprmvadzeniami 
giętkimi. 

A L 
F "I 

I I 
, 

- . J. 
<5 - r-- --- -.. 

-ii 
h 

- - -lI!!.:Wl.'!7ł 31.00 Z 101 

Rys. Z-lO. Obudowa CE 12 

Tablica Z-IO_ Wymiary obudowy CE 12 

Symbol Wymiary, mm Kąt w 
wymiaru 

mm nom max 
stopniach 

A 4,32 - 5,53 -

0a - 2.54 - -

0b, 0,407 - 0,508 -

0D 5,31 - 5,84 -

0D, 4,53 - 4,95 -
F - - 1,0 I -

h tJ,13 - 0,76 -
j 0,92 - 1,16 -

k 0,51 - 1,21 -

L 12,7 - - -

et - - ._- 45 

A L 

" I ! 

=-= 
~ .. r---

~ .. .. 
h \ 

- . -

Rys. Z-II. Obudowa CE 25 

Tablica Z-ll. Wymiary obudowy CE 2S 

Symbol Wymiary, mm Kąt w 
wymIaru 

mm nom max 
stopniach 

A 4,32 - 5,33 -
0a - 2,54 - -
0b, 0,407 - 0,508 -
0D 5,31 - 5,84 -

0D, 4,53 - 4,95 --

F - - 1,0 I -
Iz 0,13 - 0,76 -

j 0,92 1,16 -

k 0,51 - 1,21 -
L 12,7 - - -
et - - - 45 

f3 - - - 90 
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A L 

h 

k 

.:..F_.j..4.0o-IBN-81 /337S-39.00-Z-121 

Rys. Z- 12. Obudowa CE 52 

Tablica Z-U. Wymiary obudowy CE 52 

Symbol Wymiary, mm Ką 1 w 
wymIa ru 

mm nom max 
stopniach 

A 6,10 - 6,60 -

0 0 - 5,08 - -

0 b - - 0,53 -

0 D 8,64 - 9,40 -

0D, ~,O l - 8,50 -

F - - 2,03 -

h 0, 13 - 0,76 -

j 0,7 1 - 0,87 -

k 0,74 - 1,14 --

L 12,5 - 14,5 -

Q - - - 18 

P - - - 36 

Grupa E. Obudowy metalowe z wyprowadzen iami 
sztywnymi . 

u 

r-

- ' r--

J:J 

I- ł-. .. 

- f-

r-
h 

A L 

I PI" -61/ ~ 3 75 - ,9 .oo-z- 131 

Rys. Z-I3 . Obudo wa CE 20 

Symbol 
wymia ru 

A 

o 

0b 

0 D 

h 

L 

0 p 

q 

R, 

R 2 

S 

U, 

U2 

Symbol 
wyn1Ja ru 

A 

o 

0 b 

0 D 

h 

L 

0 p 

q 

R , 

R2 

U , 

Ul 

CI' 

-

Tablica Z-l3. Wymiary obudowy CE 20 

Wym iary, mm Kąt w 

mln no m max 
stopniach 

- 9,5 - -
- 10,92 - -

- 1,0 - -
- - 19,75 -
- 1,6 - -
- 9,0 - -
- 4,0 - -

- 30,2 - -

- - 13 ,58 - ' 
- -- 4,82 -
- 16,9 - -

- - 40,1 -
- - 26,2 -
U, 

r-
r 

- f-

. -
~ 

-
_ _ o 

--
- r--

L 
r-

h 

L 

Znak odniesienia 

I &H- & 1/ ,,75- 3'OO-!-I~ I 
Rys . Z-14. Obudowa CE 50 

Tablica Z-14, Wymiary obudowy CE 50 

Wymia ry, mm Ką1 w 

mln nom max 
stopniach 

- 9,) - -

- 12,7 - -
- 1,0 - -
-- - 19,75 -

- 1,8 - -

-- 9,0 - -
- 4 .0 - -

- 30 ,':> - -
- - 13 ,58 -
- - 4,82 -

- -- 40 , I -

- - 26,2 -
.- - - 36 

I 
I , 
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INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Naukowo-Produkcyjne 
Centrum Półprzewodników. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-76/3375-39.00 
a) rozszerzono zakres tematyczny normy na całą grupę analo­

gowych układów scalonych, 
b) zmieniono postanowienia normy na zgodność z PN-78/ 

T-01616, 
c) wprowadzono nową rozszerzoną klasyfikację jakościową dzie­

lącą układy scalone analogowe na cztery poziomy jakościowe, 
d) zmieniono podział na podgrupy badań uwzględnienia 

postanowień normy RWPG ST 299-76 

3. Normy związane 
PN-79/T-01600.02 Mikroukłady scalone. Analogowe układy scalone. 

Nazwy i określenia 
PN-72/T -O 16\ O Mikroukłady scalone. Podział 

PN-78/T-0\6\5 Mikroukłady scalone. Ogólne wymagania i badania 
BN-75/3375-26.00 Analogowe układy scalone. Metody pomiaru 

parametrów elektrycznych . Postanowienia ogólne 
4. Symbol wyrobu wg SWW - ł \56-31. 
5. Dostawy układów scalonych o wysokiej i bardzo wysokiej Ja­

kości mogą być realizowane po uzgodnieniu z producentc"l ",ieI­
kości dostaw i uzgodnieniu oceny. 


